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题。文中给出了最小脉冲宽度达 100 ns 的窄脉冲驱动的 L-I-V 测试曲线和测试参数。
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Abstract: A new method to test pulsed laser diode characteristics based on time-resolved technique is presented，and the testing system is
developed. Sampling window is made according to the timing of the pulsed current source. Using a synchronized sampling scheme，the injected
current，the forward voltage and the optical output power are gathered，and then the curves and parameters are obtained. The rising of laser diode
chip temperature under test is reduced，and the synchronization for pulsed current source and testing is resolved by this method. Based on the
setup，L-I-V curves and related parameters of a laser diode were tested with pulsed injection of 100ns.










器件的光功率 － 电流 － 电压 ( L-I-V) 特性。半导体激
光器驱动方式分为连续和脉冲两种，同样，特性测试
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动电流 I、结温 T、端电压 V、光功率 L ( 或 P) 和采样
·44· 计量、测试与校准 2012 年第 32 卷第 3 期
窗是在同一时间基准轴上的轮廓曲线图。在脉冲式半
导体激光器特性测试时，将一串脉冲宽度为 Tw、脉冲
间隔时间为 Ti、峰值电流为 Ip、按照步幅 Istep增加的脉
冲电流注入到器件的有源区。在单脉冲注入 Tw 期间，
激光器有源区产生热量，结温随着脉冲的持续时间而
















器的 L-I-V 特性 ( 包括 V-I，L-I 和 Im-I 等) ，首先要使
得被测激光器处于脉冲发光状态下。因此，除了测量
装置外，还需要脉冲驱动电流源，温控装置是为能够
对激光器进行温度控制的场合而准备的，如 集 成 有
TEC 的半导体激光器组件。图 2 是测试系统总体结构
图，整个测试系统包括模拟单元、数字控制与测试单
元和计算机软件部分。图中脉冲发生器产生脉冲宽度




冲驱动电流 I、背光电流 Im、端电压 V 和输出光功率
L 等数据的同步采集。热电制冷器 ( TEC) 用于控制
被测激光器的温度; 激光器在脉冲电流源驱动下发出
图 2 测试系统结构图
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拟合和微分等) ，之后给出特性曲线。图 4 给出了一个
中心波长为 850 nm 的小功率半导体激光器 ( LD) 特性




















Pulsed ACC 0 ～ 20 0. 1 100 200 50










效率 / ( W·A －1 )
Pulsed 850 10. 55 5. 024 0. 146
图 4 半导体激光器特性曲线
4. 2 脉冲宽度与周期对特性的影响





增大 ( L-I 特性曲线的斜率越大) ，如图 5 所示。
图 5 DC 和脉冲 ( 脉冲周期 T = 10 ms，Tw 分别为
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